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Metod och anordninq vid en pappers- eller kartonqmaskin 

Foreliggande uppfinning avser en metod enligt ingressen 
till patentkrav 1. 

5 

FQreliggande uppfinning avser aven en anordning enligt 
ingressen till patentkrav 9. 

Metoden och anordningen enligt uppf innirigen ar speciellt 
10 lampade fbr att bestamma mangden av och intensiteten hos 
defekter i form av krympveck eller andra typer av veck 
hos banan. 

Vid produktion av en bana av papper eller kartong i en 
15 pappers- eller kartonqmaskin, speciellt vid produktion av 
kartong fran kemitermoroekanisk massa (CTMP) , ar det inte 
ovanligt att krympveck bildas, vilka stracker sig i 
banans langdriktning. Krympvecken utgdr en oonskad defekt 
hos banan som i gorligaste man bbr reduceras genom 
20 installningsandringar hos kartongmaskinen. 

Ett fdrekommande satt att bedSma banans utseende och 
fdrekomsten av krympveck ar att lata en operatdr visuellt 
besiktiga banan, exempelvis vid byte av maskinrulle, och 

25 uppskatta krympveckens bmfattning. Exempelvis kan opera- 
tbren uppskatta omfattningen pa en skala fran ett till 
tre. Ett sadant fSrfarande ar emellertid fbrknippat med 
vissa problem. F6r det fbrsta ar fSrfarandet subjektivt, 
dvs. olika operatbrer riskerar att uppskatta omfattningen 

30 av samma krympveck olika. F6r det andra ar besiktnings- 

omradet begransat till den del av banan som ar synlig vid 
maskinrullen, dvs. den del av banan som bildar maskinrul- 
lens mantelyta. F6r det tredje a r det endast mbjligt att 
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upptacka relativt stora forandringar vid en visuell 
besiktning. En visuell besiktning har med andra ord en 
relativt lag upplbsning. 

Ett satt att objektivt .mata en . ytstruktur hos en bana av 
papper beskrivs i patent SE 516999, Enligt det beskrivna 
sattet tas tva bilder av banan vid en f orutbestamd posi- 
tion i banans tvarriktning. vid de tva bilderna belyses 
banan med snett infallande ljus fran tva olika hall, dvs. 
vid den f6rsta bilden belyses banan med ljus som faller 
in fran en forsta riktning. och vid den andra bilden bely- 
ses banan med ljus som faller in fran en andra riktning. 
Darefter fouriertransf ormeras bilderna och de resulte- 
rande spektra laggs ihop for att skapa en approximation 
av det korrekta spektret for banan. Det har emellertid 
visat sig att detta satt att mata banans ytstruktur ar 
mindre lampat vid krympveck. Speciellt ar steget att ta 
tva bilder under belysning fran tva olika hall omstand- 
ligt. 

Andamalet med f oreliggahde uppf inning ar att &stadkomma 
en metod och en anordning som ar speciellt lamplig fOr 
att direktanslutet bestamma mangden av och intensiteten 
hos krympveck • 

Metoden enligt uppf inningen kannetecknas enligt den kan- 
netecknande delen av patentkrav 1. 

Anordningen enligt uppfinningen kannetecknas enligt den 
kannetecknande delen av patentkrav 9. 

Uppfinningen kommer.i det fSljande att beskrivas narmare 
med hanvisning till figurerna. . 



Figur 1 visar schematiskt och principiellt en anordning 
enligt en ffcredragen utf bringsform av uppf inningen. 

Figur 2 visar ett f 16desschema som illustrerar en f6re- 
dragen uppsattning steg fdr att enligt uppf inningen 
bestamma mangden av och intensiteten hos. krympveck. 

i 

Figur 3 visar en bild av ett ytparti av en bana av kar- 
tong som uppvisar krympveck. 

Figur 4 visar bilden enligt figur 3 efter ett bildbehand- 
lande steg enligt uppf inningen. . 

Figur 1 visar en anordning f6r att direktanslutet 
bestamma mangden av och intensiteten hos krympveck som 
bildas i en bana 1 av kartong da banan 1 produceras i en 
kartongmaskin (ej visad) . Anordningen innefattar ett 
avbildande system, som dmf attar en kamera 2 i f orm av en 
digital CCD-kamera av typen "progressive scan" . Kameran 2 
ar anordnad ovanfdr banan 1 och ar inriktad mot ett for- 
utbestamt omride 3 i banan 1, i vilket omrade 3 banans 1 
ytstruktur onskas matas. Omradet 3 ar i fdreliggande fall 
belaget i banans 1 ena kantparti. Kamerans 2 bildvinkel 
och avstandet mellan kameran 2 och banan 1 ar valda sa 
att kameran 2 har mojlighet att i namnda omrade 3 avbilda 
ett ytparti 4 av f orutbest&nd storlek av banan 1 da banan 
1 passerar framfbr kameran 2. Anordningen innefattar 
vidare ett belysande system, som omfattar en lampa 5 
anordnad i en forutbestamd position ovanfSr banan 1 for 
att belysa omradet 3 med snett infallande ljus. Lampans 5 
position ar i fdreliggande fall i jamnh5jd med kameran 2 
sett i banans 1 langdriktning, och lampans 5 belysnings- 



axel bildar en vinkel med banah 1 som ligger i interval- 
let 1-15 grader. Lampan 5 kan emellertid placeras i en 
annan position som medger belysning av omradet 3 med 
snett infallande ljus. Foretradesvis innef attar lampan 5 
en xenonglSdlampa, som ger erforderlig ljusstyrka i ISmp- 
ligt v&glangdsintervall. Andra ljuskallor kan emellertid 
anvandas. Anordningen innef attar aven ett bildanalyse- 
rande system, som omf attar en dator 6. 

En foredragen uppsattning steg fSr att med anordningen 
enligt ovan bestamma m^ngden av och intensiteten hos 
krympvecken kommer i det fSljande att beskrivas med han- 
visning till figurerna 2-4. 

Det- inledande steget ar ett bildinsamlande steg 7 , dar 
kameran 2 i ljuset fr&n lampan 5 under en forutbestamd 
tidsperiod bringas att ta ett fdrutbestamt antal digitala 
bilder av banan 1 da banan 1 passerar framfdr kameran 2. 
Bilderna bildar s&ledes en bildsekvens som avbildar en 
serie ytpartier 4, 4'j 4", ... langs ett strak 8 i banan 1. 
En lamplig bildsekvens kan exempelvis bestS av 50 bilder 
som tas under en tidsperiod av 2 sekunder. Figur 3 visar 
ett belyst ytparti fran en s&dan serie, vilket ytparti 
lodratt i figuren stracker sig cirka 0,200 meter i banans 
langdriktning och vagratt i figuren cirka 0,267 meter i 
banans 1 tvSrriktning. Kameran 2 liar i foreliggande fall 
avbildat ytpartiet s&som en digital bild 580 pixelrader 
hog och 770 pixel kolumner bred. I figur 3 framtrader 
krympveck sasom morka strak, vilka har en utstrackning i 
ytpartiets langdriktning, dvs. lodratt i figur 3. 

Efter det bildinsamlande steget 7 skickas bilderna till 
datorn 6, varvid ett. utvarderande steg 9 tar vid. Det 
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utvarderande steget 9 omfattar ett fSrberedande bildbe- 
handlande steg 10 och ett efterfoljande bildanalyserande 
steg 11. 

Under det bildbehandlande steget 10 utfor datorn 6 en rad 
bildoperationer pa var och en av bilderna. Syftet med 
detta steg ar att reducera bidrag fxan storande fel- 
kallor, sasom exempelvis ojaran och varierande belysning, 
samt att forbereda bilderna f6r det efterfoljande bild- 
analyserande steget 11. En fSrsta bildoperation 12 inne- 
f attar att varje pixelvarde i varje bild delas med bil- 
dens medelpixelvarde, varefter varje pixelvarde muitipli- 
ceras med en forutbestamd faktor, exempelvis 100. En 
andra bildoperation 13 innefattar att bildens kanter 
15 beskars sa att bilden erhaller en ny farutbestamd stor- 
lek. Rektangeln i figur 3 indikerar en sadan beskarnlng, 
dar den beskarda bilden ar 470 pixelrader hog och 512 
pixelkolumner bred. En tredje bildoperation 14 innefattar 
att bilden i banans 1 langdriktning delas in i grupper 
20 med ett forutbestamt antal sammanhangande pixelrader i 
varje grupp, varefter nya pixelrader bildas genom att 
medelvardet av pixelvardena i varje pixelkolumn i varje 
grupp beraknas och tilldelas pixlarna i den nya plxel- 
raderi. En f jarde bildoperation 15 innefattar att bilden 
25 hogpassfiltreras i tvarriktningen. Fdretradesvis beraknas 
hogpassignalen genom att en lagpassignal, exempelvis 
erhallen genom att ett FIR-blackmanfilter bringas att 
operera pa bilden, subtraheras fran den ursprungliga 
bilden. Figur 4 visar bilden enligt figur 3 efter bild- 
operationerna enligt ovan, dar det i den tredje bildope- 
rationen bildades 47 grupper med 10 pixelrader i varje 
grupp, varefter 47 nya pixelrader bildades genom att 
medelvardet av pixelvardena i varje pixelkolumn i varje. 
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grupp berSknades och tilldelades pixlarna i den nya pix- 
elraden. Av figur 4 framgar det att den i figur 3 synliga 
ojSmna belysningen genom bildoperationerna har reduce- 
rats. Genom det bildbehandlande steget 10 erhalles sale- 
5 des en serie bilder, som i foreliggande fall ar 47 pixel- 
rader h6ga och 512 pixelkolumner breda, dar bidrag fran 
stdrande felkallor har reducerats. 

Efter det bildbehandlande steget 10 tar det bildanalyse- 

10 rande steget 11 vid. Det bildanalyserande steget 11 inne- 
fattar en fSrsta analysoperation 16, dar variansen inom 
ett farutbest^mt spatialt vaglangdsband hos pixelvardena 
i varje pixelrad i varje bild beraknas. Denna analysope- 
ration 16 sker feretradesvis genom att varje pixelrad 

15 fouriertransformeras med hjalp av en FFT-algoritm, var- 
efter variansen inom det forutbestamda vaglangdsbandet 
beraknas. Denna f ouriertransf ormation ar saledes endimen- 
sionell. Genom att jamfdra visuella rankingresultat med 
olika vaglangdsband har det visat sig att ett vaglangds- 

20 band innefattande vaglangderna 0,7-4 mm korrelerar val 

med de ojamnheter som krympveck astadkommer hos kartong. 
F5r papper kan andra vaglangdsband vara aktuella. Exem- 
pelvis har for ojamnheter, som veck i finpapper astadkom- 
mer, ett vaglangdsband innefattande 3-15 mm visat sig 

25 vara lampligt. Det bildanalyserande steget 11 innefattar 
vidare en andra analysoperation 17, dar medelvMrdet for 
varianserna hos alia pixelrader hos alia bilder i serien 
beraknas och visas pa en skarm eller lagras for framtida 
utvardering. Detta variansmedelvarde utgdr ett matt pa 

30 mangden av och intensiteteh hos krympveck i banan 1, och 
genom att jamfora variansmedelvardet med result at fran 
tidigare utvarderade bildserier kan en operatdr pa ett 



snabbt och enkelt satt se krympveckstrender och vidta 
lampliga atgarder. 

Krympveck kan upptrada 6ver hela banans bredd, men f6re- 
5 kommer framfSr allt vid banans kantpartier. Det ar darfSr 
fOredraget att en anordning enligt uppfinningen ar inrik- 
tad mot ett av banans kantpartier, sasom visas i figur 1. 
Det inses emellertid att anordningen kan innefatta ett 
flertal avbildande och belysande system, som ar inriktade 
10 mot olika delar av banan. Exempelvis kan ett avbildande 

system med tillhdrande belysande system vara inriktat mot 
banans andra kantparti, och ett avbildande system med 
tillhdrande belysande system vara inriktat mot banans 
mittparti. Genom att anvanda eh anordning innefattande 
15 flera par av avbildande system och belysande system ar 
det saledes mQjligt att direktanslutet bestamma mangden 
av och intensiteten hos krympveck over hela banans bredd. 
Alternativt kan ett avbildande och belysande systempar 
vara anordnat sa att det har mojlighet att traversera 
tvars banan, varigenom samma avbildande system kan anvan- 
das for att avbilda olika delar av, eller hela, banan. De 
avbildande och belysande systemen kan anordnas ovanfor . 
eller under banan eller bade ovanfor dch under banan. 
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En fdredragen uppsattning steg for att bestamma mangden 
av och intensiteten hos krympveck i en bana har ovan 
beskrivits. Det inses emellertid att de beskrivna bild- 
och analysoperationerna kan varieras inom uppf inningens 
ram. Vissa operationer kan utga eller varieras och andra 
tillkomma utan att uppf inningens princip frangas. Det 
inses aven att de delar som ingar i en anordning enligt 
uppfinningen kan varieras utan att uppf inningens princip 
frangas. Exempelvis kan en linjeaviasande CCD-kamera 
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anvandas i stallet f6r naitmda kamera av typen 
"progressive scan". I ett sadant fall skulle namnda 
bilder utg5ras av ett flertal linjer, vilka bildar en 
sekvens som avbildar ett ytparti langs ett strak i banan. 

5 
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PATENTKRA.V 



1. Metod fdr att i en pappers- eller kartongmaskin 
direktanslutet analysera ytstrukturen hos en i pappers- 
5 eller kartongmaskinen producerad bana (1) av papper eller 
kartong, vilken metod innefattar 

- att ett avbildande system anordnas ovanfbr eller under 
banan (1) och inriktas mot ett foriitbestamt omrade (3) 
i banan (1) , 

10 - att ett belysande system . anordnas ovanfdr eller under 
banan (1) for att fran en fdrutbestamd riktning belysa 
omradet (3) med snett infallande ljus, och 

- att ett bildanalyserande system anordnas i farbindelse 
med det avbildande systemet, 

IS kanneteeknad av att metoden vidare innefattar 

- ett bildinsamlande steg (7), dar det avbildande syste- 
met under namnda snett infallande ljus och under en 
fSrutbestamd tidsperiod bringas att ta ett flertal 
digitala bilder av banan (1) da banan (1) passerar 

20 framfor det avbildande systemet, vilka bilder bildar en 

bildsekvens som avbildar en serie ytpartier (4, 4', 4") 
langs ett strak (8) i banan (l) f och 

- ett utvarderande steg (9), som utfdrs av det bildanaly- 
serande systemet och omfattar ett bildanalyserande steg 

25 (11) , som innefattar dels en fdrsta analysoperation 

(16) , dar variansen inom ett fdrutbestamt vaglangdsband 
hos pixelvarden i varje pixelrad i varje bild i bild- 
sekvensen beraknas, dels en andra analysoperation (17), 
dar medelvardet av varianserna hos alia pixelradema 

30 hos alia bilderna i bildsekvensen beraknas. 
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2. Metod enligt krav 1, kannetecknad av att den f6rsta 
analysoperation (16) innef attar att varje pixelrad 
fouriertransformeras med hjalp av en FFT-algoritm, var- 
efter variansen i namnda vagiangdsband beraknas. 

3. Metod enligt krav 2, kannetecknad av att banan (1) 
ar av kartong och att vaglangdsbandet innefattar vaglang- 
derna 0,7-4 ram. 

4. Metod enligt krav 2, kannetecknad av att banan (1) 
ar av papper och att vaglangdsbandet innefattar vaglang- 
derna 3-15 mm. 

5. Metod enligt nagot av kraven 1-4, kannetecknad av 

att det utvarderande steget (9) aven omf attar ett bild- 
behandlande steg (10), som fSregar det bildanalyserande 
steget (11) , for att reducera bidrag fran storande fel- 
kallor. 

6. Metod enligt krav 5, kannetecknad av att det bild- 
behandlande steget (10) innefattar 

- en fSrsta bildoperation (12), dar varje pixelvarde i 
varje bild i bildsekvensen delas med bildens medelpix^ 
elvarde och multipliceras med en fofutbestamd faktor, 

- en andra bildoperation (13), dar bildens kanter beskars 
sa att bilden erhaller en ny fQrutbestamd storlek, 

- en tredje bildoperation (14), dar bilden i banans (1) 
langdriktning delas in i grupper med ett fdrutbestamt 
antal sammanhangande pixelrader i varje grupp, varefter 
nya pixelrader bildas genom att medelvardet av pixel- 
vardena i varje pixelkolumn i varje grupp beraknas och 
tilldelas pixlarna i den nya pixelraden, och 
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- en fjarde bildoperation (15), dar bilden hdgpassf iltre- 
ras i banans (1) tvarriktning. 

7. Metod enligt krav 6, kannetecknad av att namnda hog- 
5 passfiltrering sker genom att en lagpassignal beraknas 

och subtraheras fran bilden. 

8. Metod enligt krav 7, kannetecknad av att namnda lag- 
passignal erh&lls genom att ett FIR-blackmanfilter 

10 bringas att operera pa bilden. 

9. Anordning fdr att i en pappers- eller kartongmas kin 
direktanslutet analysera ytstrukturen hos en i pappers- 
eller kartongmas kinen producerad bana (1) av papper eller 

15 kartong, vilken anordning innefattar 

- ett avbildande system, som ar anordnat ovanfdr eller 
under banan och ar inriktat mot ett fdrutbestamt omrade 
i banan, 

- ett belysande system, som ar anordnat ovanfdr eller 
20 under banan for att fran en fdrutbestamd riktning 

belysa omradet med snett infallande ljus, och 

- ett bildanalyserande system, som Sr anordnat i f6rbin- 
delse med det avbildande systemet, 

kannetecknad av 

25 - att det avbildande systemet ar anordnat att under 

namnda belysning och under en forutbestamd tidsperiod 
ta ett flertal digitala bilder av banan (1) da banan 
(1) passerar framfor det avbildande systemet, vilka 
bilder bildar en bildsekvens som avbildar en serie 

30 ytpartier (4, 4', 4") langs ett strak (8) i banan (1), 

och 



12 



att det bildanalyserande systemet ar anordnat att dels 
berakna variansen hos pixelvarden i varje pixelrad i 
varje bild i bildsekvensen, dels berakna medelvardet av 
varianserna hos alia pixelradema hos alia bilderna i 
bildsekvensen. 
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SAMMANDRAG 

Metod f6r att i en pappers- eller kartohgmaskin direktanslu- 
tet analysera ytstrukturen hos en bana (1) av papper eller 
kartong, vilken metod innefattar att ett avbildande system 
inriktas mot ett fSrutbestamt omrade (3) i banan, att ett 
belysande system anordnas for att f ran en forutbestamd 
riktning belysa omr&det med snett infallande ljus, och att 
ett bildanalyserande system anordnas i fSrbindelse med det 
avbildande systemet. Enligt uppfinningen innefattar metoden 
vidare ett bildinsamlande steg (7), dar det avbildande 
systemet under namnda snett infallande ljus och under en f6r- 
utbestamd tidsperiod bringas att ta ett flertal digitala bil- 
der av banan, vilka bilder bildar en bildsekvens som avbildar 
en serie ytpartier (4, 4', 4") langs ett strak (8) i banan, 
och ett utvarderande steg (9), som utfdrs av det bildanalyse- 
rande systemet och omfattar ett bildanalyserande steg (11) , 
som innefattar dels en forsta analysoperation (16), dar 
variansen inom ett fOrutbestamt vaglangdsband hos pixelvarder. 
i varje pixelrad i varje bild i bildsekvehsen beraknas, dels 
en andra analysoperation (17), dar medelvardet av varianserns 
hos alia pixelraderna hos alia bilderna i bildsekvensen 
beraknas. Uppfinningen avser aven en anordning f5r metodens 
genomf Grande . 
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